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‘Sposéb pomiaru gramatury lub grubosci zwtaszcza ptyt
) oraz uktad do stosowania tego sposobu

Przedmiotem wynalazku jest sposéb pomiaru gramatury lub grubosci zwtaszcza ptyt oraz uktad do
stosowania tego sposobu, przeznaczony do pomiaru réZnego rodzaju materiatéw w postaéi ptyt, arkuszy itp.
w czasie procesu produkcyjnego lub kontroli.

Znane sposoby pomiaru gramatury lub grubosci materiatéw, oparte na zjawisku absorpcji promieniowania _
przez mierzony materiat, wykorzystuja zmiennos$é sygnatu otrzymywanego z detektora dla okreslonych grubosci
lub gramatur istatosci sygnatu z detektora dla braku materiatu w przestrzeni pomiarowej, co w uktadach
Z automatyczng korekcja wyraza sie statym napieciem wzorcowym, z ktérym poréwnywany jest sygnat
z detektora. W przypadku miernikéw wskazujacych odchytki od zadanej gramatury lub grubosci powoduje to
przy wyktadniczym charakterze krzywej kalibracji zmienna czuto$é wskazania odchytek dla réznych wartosci
zadanej gramatury lub grubosci. Niedogodnoscia wynikajgca ze stosowania tych uktadéw jest konieczno$é
stosowania dodatkowych uktadéw korekcyjnych dla otrzymania statej czutosci uk tadu pomiarowego.

Wynalazek ma na celu opracowanie sposobu pomiaru gramatury lub grubosci oraz uktadu do stosowania
tego uktadu pozwalajacego przy odchytkowym wskazniku na utrzymanie statej czutosci uktadu pomiarowego
przy réznych wartosciach nominalnych i wyeliminowanie wptywu zmian aktywnosci 2rédta, odlegtosci zrédto-
detektor itp. '

Spos6éb wedtug wynalazku polega na tym, ze pcmiar odchytek prowadzi sie¢ na statym poziomie sygnatu
otrzymywanego z detektora dla réznych gramatur lub grubosci. Przy pomiarze tym korekcje czutosci detektora
prowadzi sie przy pustej przestrzeni pomiarowej przez zréwnanie sygnatoéw z detektora z wybranym napigciem
wzorcowym réznym dla zadanych gramatur lub grubosci.

Istota sposobu wedtug wynalazku polega na wykorzystaniu wyktadniczego charakteru krzywych kalibracji
i poprzez zadang zmiane czutosci detektora r6zng dla réznych gramatur lub grubosci mierzonego materiatu,
uzyskanie précy miernika odchytkowego na statym boziomie sygnatu. Daje to w efekcie state nachylenie
krzywych kalibracji i mozliwo$é wyskalowania wskaznika odchytek bezposrednio w jednostkach grubosci lub
gramatury.
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Uktad do stosowania sposobu wedtug wynalazku posiada jedno z wejs¢ uktadu automatycznej korekcji
potaczone z wyjsciem detektora. Drugie wejscie uktadu automatycznej korekcji potaczone jest z cechowanym
dzielnikiem napigcia ustawianym na warto$¢ odpowiadajacq przewidywanej grubosci materiatu.

Zaletq sposobu i uktadu wedtug wynalazku jest zwigkszenie doktadnosci pomiaru i polepszenie dtugookre-
‘sowej stabilnosci wskazan.

Sposéb pomiaru zostat bizej objasniony w oparciu o rysunek, na ktérym fig. 1 przedstawia zalezno$¢
grubosci od wielkosci sygnatu pomiarowego. Na przedstawionym wykresie d, id, oznaczajg rézne zadane
grubosci mierzonego materiatu, K, i K, odpowiadajgce im krzywe kalibracji, |, .3 zalezne od zadanej grubosci
rézne wartoéci sygnatu dla pustej przestrzeni pomiarowej, Ad, i Ad,; odchytki grubosci lub gramatury iAl
przyrost sygnatu spowodowany odchytka grubosci materiatu mierzonego.

Sposdb wedtug wynalazku opiera sig¢ na znanym prawie absorpcji, ktére wyraza sie¢ wzorem

A+ Kr -+ Kd ’
Ee———— ¢+ eMm=*p-°d
r2

gdzie: ~
| — wielko$é sygnatu z detektora.
A — aktywnos¢ 2rédta radioizotopowego
K — stata jonizacji ‘
- Kd — czuto$¢ detektora
r — odlegto$é 2rédta od detektora
Mm-— masowy wspétczynnik ostabienia promieniowania
p — gestosé materiatu
d — grubo$é materiatu.

Zaktadajgc statg wartos¢ sygnatu | przy réznych grubosciach d lub gramaturach p * d, przy zmiennej
odlegtosci r uzyskuje sie state nachylenie krzywej, co powoduje, ze okre$lona zmiana grubosci Ad lub gramatury
Alp * d) wywotuje stata zmiane sygnatu Al.

Przedstawiony spos6b przewiduje dla okreslonej zadanej wartosci gramatury lub grubosci ustawienie
czutodci detektora Ky na takq wartos¢, przy ktérej sygnat |, |, otrzymany z detektora przy braku materiatu
w przestrzeni pomiarowej bytby réwny odpowiedniemu napieciu wzorcowemu, réznemu dla réznych grubosci
d,; , d,. Napiecie wzorcowe podawane moze by¢ z cechowanego, ustawianego np. recznie dzielnika napigcia.

Uktad do stosowania sposobu wedtug wynalazku jest przedstawiony w przyktadzie wykonania na rysunku,
na ktérym fig. 2 przedstawia schemat blokowy. W czasie braku materiatu. 1 w przestrzeni pomiarowej na
detektorze 2 wystepuje petna moc dawki promieniowania jonizujacego, powodujgca sygnat z detektora 2
o wartosci zaleznej od aktywnosci Zrédta 3, czutosci detektora 2 i geometrii pomiaru. Sygnat z detektora 2
podawany jest do jednego z wejsé¢ uktadu automatycznej korekcji 4, gdzie jest poréwnywany z napieciem
wzorcowym doprowadzonym do drugiego z wej$é uktadu 4. Napiecie wzorcowe otrzymane z cechowanego
dzielnika napigecia 5 ustawiane jest recznie na odpowiednia warto$¢. Dzielnik napiecia 5 zasilany jest
z wzorcowego 2rédta napiecia 6.

Przy zataczonym wytaczniku 7 ukiad automatycznej korekcji 4 sktadajacy sie ze wzmacniacza réznicowe-
go, silnika i regulowanego potencjometru przeregulowuje napiecie zasilacza 8, a tym samym czutos¢ detektora 2
az do zréwnania sygnatu z detektora 2 z ustawionym napieciem wzorcowym. W czasie pomiaru przy odtaczo-
nym wytaczniku 7 mierzony materiat 1 powoduje ostabienie promieniowania, atym samym i sygnatu
z detektora 2 do wartosci zaleznej od grubosci materiatu 1. Konwencjonalny wskaznik odchytek 9 wyskalowany
moze byé¢ w jednostkach grubosci lub gramatury i wskazuje odchytke od spodziewanej wartosci.

Zataczany automatycznie wytacznik 7 powoduje automatyczng korekcje miernika w kazdym okresie
braku materiatu 1 w przestrzeni pomiarowej.

ZastrzeZenia patentowe

1. Sposéb pomiaru gramatury lub grubosci, zwtaszcza ptyt, wykorzystujagcy znang metode absorpcyjna
stosowang w pomiarach izotopowych, charakteryzujaca si¢ wyktadniczymi krzywymi kalibracji, znamiemn-
ny tym, ze pomiar odchytek prowadzi si¢ na statym poziomie sygnatu (lo) otrzymywanym z detektora dla
réznych gramatur (p * d) wzglednie grubosci (d) przy czym korekcje czutosci (Kd) detektora prowadzi sie przy _

" pustej przestrzeni pomiarowej przez zréwnanie sygnatéw (I, |,) z detektora z wybranym napigciem wzorcowym
' réznym dla zadanych gramatur lub grubosci. '
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2. Uktad do stosowania sposobu wedtug zastrz. 1,znamienny tym, Ze posiada jedno z wej$é uktadu
automatycznej korekcji (4) potaczone z wyjsciem z detektora (2), a drugie wejécie z cechowanym dzielnikiem
napiecia {b) ustawianym na warto$¢ odpowiadajgcq przewidywanej gramatury lub grubos$ci materiatu.
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